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前言

　　自从1958年杰克·基尔比（JackS.Kilby）研制出第一块集成电路以来，微电子技术突飞猛进，发展
了50年，成为信息时代的推动力，也成为仪器仪表行业的支撑技术。
但是，微电子产品本身也需要计量测试。
公元前4世纪的秦国统一度量衡，只在全国统一了长度、质量、体积标准，但可以认为是开启了计量
测试之先河。
微电子计量测试需要比一般微电子设备更高、精、尖的仪器仪表，而这些先进的测试设备，没有软件
又开动不起来。
所以，微电子计量测试是近代电子设备的关键工程任务和基础专业技术。
在航空、航天、交通、通信，尤其是在国防领域，其重要程度有时可谓生命攸关；有时又差之毫厘，
失之千里。
在我国，人们常常对产品重数量，轻质量，而质量就是生命。
计量测试是保证质量关键的一环。
　　虽然，从我国第一个微电子计量站建立算起，已有20多年历史了，但是，我国的微电子量值还不
能完全准确一致，集成电路的测试还没有得到应有的重视。
这说明，微电子计量与测试工作的开展确有难度，特别是在微电子产业迅猛发展的今天，更是如此。
当前，微电子系统的规模越来越大，结构越来越复杂，功能越来越强大，使微电子计量与测试面临极
大的挑战。
这是我国各单位在微电子参数计量测试、测试设备计量检定等方面普遍遇到的难题，也是计量测试基
础行业中比较薄弱的环节。
这里，既有技术问题，也有大量的组织管理工作。
　　沈森祖研究员和他在中船重工第709所第六研究室（国防微电子一级计量站）的同事们，经过25年
的坚持不懈、奋勇拼搏，做了许多实际工作，在微电子计量测试技术方面积累了大量的经验。
本书就是这些经验的总结，也是我国第一部有关微电子计量测试技术的专著。
本书对微电子计量技术、微电子测试技术、微电子测试设备以及微电子测试程序设计，从概念到具体
的技术细节，都作了系统的介绍，具有很好的实用价值。
我相信，本书对从事微电子计量测试的专业技术人员、相关的管理干部，以及相关专业的学生们都有
很好的参考价值。
本书在微电子计量测试技术方面所积累的经验，对促进我国微电子计量和测试技术的蓬勃发展，将起
到承前启后、继往开来的作用。
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内容概要

《微电子计量测试技术》对微电子计量技术、微电子测试技术、微电子测试设备以及微电子测试程序
设计，从概念到具体的技术细节，都作了系统的介绍，具有很好的实用价值。
我相信，《微电子计量测试技术》对从事微电子计量测试的专业技术人员、相关的管理干部，以及相
关专业的学生们都有很好的参考价值。
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作者简介

　　沈森祖，男，浙江省桐乡市人，研究员。
原任国防微电子一级计量站常务副站长，中船重工集团公司第七○九所第六研究室主任兼微电子测试
校准实验室首席执行者。
1977年毕业于南开大学数学系，进所后从事操作系统研究工作，1983年起负责微电子测试研究。
在主持检测、计量工作的25年中，用软件工程和可测性设计的思想和方法开发测试程序，解决测试程
序开发中的规范管理和可靠性验证。
解决过PLD自动测试操作平台设计模拟算法、自动生成和无网卡异种机互连互操作等关键技术。
在微电子计量技术，测试程序的设计、开发，集成电路变量的相关分析和测试设备检定方法等研究中
有独到见地。
曾获两项部、省级科技进步奖。
先后在国家中文核心刊物和国际学术会议上发表过数十篇论文。
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章节摘录

　　1.1.1 微电子计量的目的与任务微电子计量是无线电电子学计量专业的重要项目之一。
微电子计量的目的是保证被测量的微电子器件的电性能参数（以下简称器件参数）量值的准确可靠。
其主要任务是建立各级微电子器件参数标准，保证微电子器件参数测量的量值的准确统一。
微电子器件参数的测量的量值的准确统一，是靠量值传递实现的。
量值传递是将国家基准所复现的基本量值通过标准器具逐级传递到工作计量器具，从而保证复现的微
电子器件的参数量值的准确和一致。
　　1.1.2 微电子计量的技术领域和地位微电子计量的技术领域是属十大计量之一的无线电电子学的一
个专业门类。
十大计量都属基础技术。
十大计量的其他九个计量名称是几何量、热学、力学、电磁学、光学、化学、声学、时间频率和电离
辐射。
当前，我国十大计量的104个计量考核项目正在按学科进行调整，国防科技工业首先把104个计量考核
项目整合成56个学科，并通过行政许可，设置17个一级计量站分工管理。
由此初步建立了布局合理、精干高效的国防法制计量体系和考核系统，从而极大地提高了国防微电子
计量测试结果的可信度。
　　微电子器件又称集成电路，是电子设备的重要组成部分。
而微电子元件一般指分立器件，有别于集成电路。
微电子器件是随着微电子技术的出现而产生的。
近半个世纪以来，微电子技术以惊人的速度发展，使得微电子器件充斥到人类生活的方方面面，而且
随着信息化、自动化的不断深入，微电子器件的重要地位将越来越突出。
所以，和其他技术领域相比，微电子计量测试具有“差之毫厘，失之千里”的重要地位。
　　1.1.3 微电子计量的工作和研究范围微电子计量的工作包括微电子器件参数计量以及用于复现参数
量值所必需的测试设备的计量。
用于复现参数量值所必须使用的测试设备，必须经过周期检定，合格才能使用。
所以，微电子计量的量值溯源是通过测试设备检定装置或标准样片溯源到国家基准的。
标准样片是在溯源合格的测试设备上制备而得的具有稳定量值的集成电路，它属于标准计量器具的组
成部分。
狭义地讲，微电子计量的工作范围就是管好这些设备和参数，但是，广义地理解还有许多不同的见解
。
例如：从器件参数的层面扩展到分离元件也未尝不可；从测试设备的层面扩展到器件制造的工艺设备
层面，也有一定的道理。
可是，由于器件的制造工艺设备的参数涉及电量、非电量和化学量（和器件的物理参数／部分可靠性
参数相对应），因而，涉及微电子计量的领域也就非常宽广，单靠微电子计量能否胜任，如何胜任值
得探讨。
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